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| de visualizacién de pangi plano del tipo. que incluye guflas

Hojn nanv 7

"~ El presente invento se refiere a un dispositivo

e

de enfoque para mantener en haces confinados electrones -
que son inyectados ‘en el mismo, y en particular a guias:@g
enfoque que inplu&en medios para extraer electronecs muy éi
vergentes de dichos haces en los extremos de inyeccién @é:

sus respectivas guias. . T eal

-

. Es conocido un dispositivo de visualizacidén de
pane} plano que incluye una ampolla con vacf{o.interior.aue
'ti%n£ una seccidén de visualizacidn sustanéialmente reétan;
gﬁlar ¥y una seccién de caiidn de electrones que se extiende
a 1o largo de al menos uno de los bordes de la seccién de
visualizacidn. La seccién de visualizacidn incluye paf@&es
opuestas frontal o delantera y trasera y paredes de soporte
paralelas y espaciadas que se extienden entre las paredes
frontal y trasera. Las paredes de soporte estdn dispuestas
para formar entre ellas canales que se abren en uno de sus
extreﬁés en una seccidn de cafién de electrones. Se extien-
de una pantalla de fésforo a través de la superficie inter-
na de la pared delantera o frontal. La seccidn de cafién de
electrones contiene una estructura de cafién que estd desti-
nada a generar electrones y dirigir los electrdnes como ha-
ces a lo largo de cada uno de los canales. Hay al menos un
haz para cada canal. A lo largo de los canales estdén dis-
puestas gulas de enfoque a través de las cuales fluyen los
haces de electrones. Hay una guia de enfoque para cada uno
de los haces de electrones. Ias gufas de enfocue sirven
para confinar los electrones en el haz a lo largo de la lon
éitud total del canal. Las gufas de enfoque ineluyen tam-
bién medios para desviar los haces fuera de la gufa hacia
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-la pantalla de fosforo en puntos espaciados a lo largo de
la longitud de los canales a fin de conseguir una explora-
cion linca por linca de la pantalla de fosforo. Tal disco
sitivo de visualizacidén estd descrito en la Patente Norte-
americana Numero 4.031.427: expedida el 21 de junio de
1977 a favor de Stanley. n

Hay varios tipos de guias de enfoque que pueden
ser utilizadas en el dispositivo de visualizacién de panel
plano anteriormente descrito.

Pero independientemente del tipo de guia de en-
foque que se utiliza, es deseable tener todos los electro-
nes inyectados en la guia con una trayectoria dirigida a Ic
largo de la longitud de la guia sin incidir en ninguna.de
las partes de la guia. Esto proporcionara la mayor unifor-
midad de brillo en cada punto de extraccion a lo largo de
la guia. Aunque puede ser posible tener una estructura de
cafiéon de electrones de tal precisién que inyecte todos los
electrones en la guia de tal modo que se haga que todos los
electrones se desplacen a lo largo de la guia, tal cafion
de electrones seria dificil y costoso de fabricar. Por
consiguiente, seria deseable conseguir este resultado de
algun otro modo que fuese mas simple y menos costoso.

De acuerdo con el invento, un dispositivo de vi
sualizacion incluye una guia de enfoque que tiene paredes
que sirven para confinar entre ellas un haz de electrones
inyectados en su interior por medios generadores de haz.
Entre los medios generadores de haz de electrones y cada
una de las guias de enfoque estan dispuestos medios de dep®
racion de haz de electrones para eliminar del haz generado

los electrones que estan situados de tal modo y tienen un
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~vector de velocidad tal cue los electrones incidirfan so-
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bre una pared de.la gula.de enfocue durante la trayectorla
de los electrones a 1o 1argo de ln guia de enfoque.
La figﬁra 1 es una vista en perspectiva, parcial

‘mente arrancada, de una forma de un dispositivo de visuali-

%o. ’
La figura .2 es una vista en corte de una poreién,

de un %1po de gula de enfoque de acuerdo con el prasente

invento. ] . . .t

La figura 3 es und vista en corte de una porcidn
de otro tipo de guifa de enfoque de acuerdo con el preséh%é
invento. '

La.figura 4 es una vista en corte del tipo de
guia de enfoque repreéentado en la figura 3, vero gue in-
cluye otra forma de depuracidén de haz de acuerdo con el
presente invento.

La figura 5 es una vista en planta desde arriba
de las placas de guia de la guia de enquue'representada
en'la figura 4.

‘ La figura 6 es una vista en corte de una porcidn
de guia de enfoque del tipo representado en la figura 3,
que ineluye adn otro tipo de depuracidn de haz de acuerdo
con el presente invento.

' Con referencia a la figura 1, una forma dec un
dispositivo plano de.visualizacidn.que puede incorporar el
.presente invento estéAdesignado en general como 10. E1
dispositivo de visualizacién 10 comprende una ampolla 12
con vacio interior, tf{picamente de vidrio, que tiene una

zacién de panel plano que puede realizar el presente invend

.-l:

En-los Q1bujos: ' . <
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_fseccidn 14 de visualizacién y una seccidn 16 de cafién de

electrones. La seccidn 14 de visualizacidén incluye una

pared frontal rectangular 18, que soporta la pantalla'dé'n‘

poralelismo y separacién con la pared delantera frontal .o
18. La pared frontal 18 y la pared trésera 20 estdn uni-"
das pbr paredes laterales o de costado 22. La pared frég-f
tal 16y la pared trasera 20 estdn dimensionadas para prc’
porcionar el tamafio de la pantalla de imagen deseada, por .
ejemplo 75 x .100 em, y estdn separadas aproximadamente 2,5
a 7,5 cm. -
Una pluralidad de paredes 24 de soporte parale-
las, separadas, estin fijadas entre la pared frontal 18 y
la pared trasera 20 y se extienden desde la seccidén 16 de

cafién de electrones hasta la pared 22 de costado opuesto.

Las paredes 24 de soporte proporcionan el soporte interno

deseado para la ampolla 12 con vacio interior contra la pre

lizacidén en una pluralidad de canales 26. Sobre la super-
ficie interna de la pared frontal 18 estd dispuesta una
pantalla 28 de fésforo. ILa pantalla 28 de fésforo puede
ser de cualguier tipo bien conocido utilizado actualmente
en tubos de rayos catdédicos, por ejemplo tubos de visuali-
zacidn de televisién en blanco y negro o en color, ELstéd
dispuesto un electrodo 30 de pelicula metdlica sobre la
pantalla 28 de fdésforo.

' La seccidn.lé de cafidn de electrones es una prod
longacidén de la seccidén 14 de visualizacién ¥y se extiende ¢
lo  largo de un conjﬁnto de extremos adyacentes de los canan-
les.26. La seccién de cafidn de electrones puede ser de

imagen, y una pared rectangular trasera 20 en relacidn de. |

)

v

sidén atmdsferica exterior y dividen la seccidn 14 de visuad .
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~cualquier forma adecuada para alojar la estructura de cafidr
-de electrones bar#icular,contenida en la misma. ,La;estruc-
tura de cafién de electrones contenida en la gseccidn 16 de.
eaﬁdn'puede séf’dq congtruccidén bien conocida adecuada pnréi
cada uno de los canales 26. Por ejemplo, la estructura de'
candn de electrones puede comprender una pluralidad de ca~:
fiones individuales.montados en los extremos de los canales
26 para dirigir haceé'independientes de electrones a 1o leg
go de los cana}es.;nglternativamente, la estructura de ca—
fién de electrdnes puede incluir un cétodo lineal que se"':
extiende a 1o 1argo de la seccidn 16 de caiidn a través de’ -
los extremos de los canales 26 y que estd destinada a dzrl;
gir eléctricamente haces individuamles de electrones a lo :
largo de los caﬁaleéf Una estructura de cafién de electrond
de tipo lineal estd descrita en la Patente Norteamericana
Numero 2.858.464, expedida el 28 de octubre de 1958 a favox
de Roberis.

Ex cads uno de los canales 26 estén dispuestas
guias de enfoque para confinar electrones dirigidos en el
interior de canal en un haz, que sigue una trayectoria a g
largo del canal, Cada una de las gufas incluye tambidn me
' dios para deéviar su haz fuera de la guia y hacia la panta-
11a 28 de fésforo en diversos puntos & 1o largo de la lon-
gitud ael canal 26. Das guias de enfoque incluyen general
mente un par de paredes que se extienden transversalmente
a través de los canales 26 y longitudinalmente 2 lo largo
de los mismos, estando dispuesta una de las paredes en la
pared trasera 20.0 en posicidn adyacente a la misma y es-

tando la otra pared de la guia de enfoque separada de una
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| de las paredes sobre el costado que mira hacia la pantalla
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28 de fésforo., -Los clectrories que forman los haces son. in-
yectados gencralmente en la gufa entre las paredes de la-
guia. Como se ha sefialado anteriormente,'es deseable que:.
todos los eleotroﬂes inyectados en la guia recorran la 15@'
gitud total de 1la gufa hasta el punto en que el haz es des
viado fuera de la gufa a lo largo de la misma. Sin embﬁr~;
£0, generalmente, algunos de los electrones inyectadés en
la gdia estdn en una posieién con respecto a las paredes
de 1a guia y tienen un vector de velocldad tal que estos-
electrones particulares incidirdn sobre una de las pnreues
a medida que se desplazan a lo largo de la guia, ya sea
debido a le posicidn iniciml o vector velocidad del elec~
trén inycetado, o bien debido a perturbaciones en la tra-
yectoria de los elecctrones originadas por errores de cons-—
truceidn en la gufa. Para eliminar tales electrones no
deseados, el presente invento crea una seccién de depura-
cidén de haz de inyeccidn entre la estructura de cafidn de
electrones & el extremo adyacente de la guia de enfogue.
La finalided de la seccidn de depuracidn de inyeceidn es .
eliminar tales electrones indeseables y dejar rasar desde
la estructura de cafin de electrones hasta la guia de enfo
que sustaencialmente sdlo aqﬁellos electrones que estdn si-
tuados y tienen un vector velocidad tal qﬁe los electrones
fluirdn a lo largo de la gufa de enfoque bajo la influencig
de enfoque de la gufa y en presencia de perturbaciones ori-
ginadas por errores de construccidn en la gufa sin incidir
sobre las paredes de la misma. j

Con referencia a la figura 2, estd wepresentada
una forma de una gufa de enfoque, designada en general comd
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de depuracién de haz, designada en general como:34, entre

fidn de electrones (no representada) . . oo ]

La gula de enfoque 32 incluye una pluralidad de
conductores 36 paralelos y separados que se extienden tran=
versalménte a través de log canales 26. Los conductoreé‘:
36 esfan en un plano comin que estéd separado de la pared’
trasera 20 de la ampolla 12 y es paralelo a dicha pared.
Sflextlende un electrodo 38 de plano de masa metdlico trang
versalmente a fravés de los canales 26, separado de 1os_¢6£
ductores 36 y paralelo a los mismos y entre los conductofea
36 y la pared frontal 18 de la ampolla 12. E1 electrodo
38 de plano de masa tiene una pluralidad de sberturas 40 a
través del mismo que estdn dispuestas en filas longitudi-
nalmente a 1o largo del canal 26 y transversalwente con
respecto al mismo. Las filas transversales de las abertu-—
ras 40 estdn situadas entre conductores .36 adyscentes. Es-
tén dispuestos una pluralided de conductores 42 separados
¥ paralelos sobre la superficie interna de la pared trase-
ra 20 de la ampolla 12 y se extienden tranmsversalmente en
los canales 26. Cada uno de¢ los conductores 42 estd ali-
neado con una de las aberturas 40 y en posicidn opuesta a
las mismas en la placa 38 de plano de masa. Como ce des-
cribird, uno de los fines de los conductores 42 es servir
como otro eleétrodo de plano de masa.

La seccidén depuradora 34 incluye una pluralidad
de conductores 44 separados y paralelos que se extienden
transvegéalmente de un lado a otro del canal 26, los cen-

tros de los conductores 44 estdn en el mismo plano comin

32, que puede ser utilizada en los canales 26 y una secciéy

el extremo de la gufa de enfoque 32 y la estructura de cd~

cl
Xl
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| que los conductores 36 de la guia de enfoque 32. Un elec-
trodo 46 de place de pluno de masa se extlende transversal
mente con xespecto a los canales 26, separado de los conm
ductores 44 y paralelo a los mismos, El electrodo 46 de _‘
placa de plano de ‘masa es coplanar con el elecirodo 38 de |
placé de pléno de masa de la guia de enfoque 32 y, como se |
representa, es una extensién del electrodo de placa de pla|
no'de masa de la guia de enfoque. Estd dispuesto un con- |
ductor metalico 48 sobre la superficie interna de la pareé
trasera 20 de la ampolla 12 y se extiende ‘a través de los '
canales 26 a lo 1arno de la seccién depuradora 34. E1 con
ductor metal;co 48 sirve como electrodo de plano de masa.
Los conductores 44 tienen una separacién de centro a cen-
tro igual a la separacién entre los conductores 36 de la -
gufa de enfoque 32, pero los conductores 44 de la seccién
depuradora son de didmetro mayor que los conductores 36 de
guia de enfoque. .
En el funcionamiento del dlsp031tivo 10 de vi-
sualizacidn, se aplica un potencial a cada uno de los con-
ductores 36 ge_guia de enfoque y a cada uno de los conduc-
tores 44 de seceidn depuradora que es positivo con respect(
al potencial aplicado a cada uno dé los electrodos 38 de
placa de plano de masa de guia de enfoque, los conductores
42 de guia de enfoque, el electrodo 46 de placa de masa de
la seccidn depuradora y el conductor 48 de la seccidn depu
radora., Son dirigidos haces de electrones dentro de la
seccidn depuradora 34 de inyeccidn de haz entre el electro
mdo 46 de placa de plano de masa y el conductor metdlico
48, estando dirigido cada uno de los haces a lo largo de
una trayectorla correspondlente 2 una flla longitudinal
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'independiehte.dé las aberturas 40 en el electrodo 38 de pla

'minuyendo el potencial en cada una de las lineas de poten-~

.pondiente al radio de los conductores 44 de seccidn depura-

| mente idéntico tanto en la seccién depuradora 34 como en ld

Hoju nim. Q

ca de plano de masa de gufa de enfogue. La diferencia de.
potencial entre los conductores 36 de guia de enfoque y su
electrodo 38 de pl ca de plano de masa relacionado y los
conductores. 42 crea campos electrostdticos que hardn gue
cafla uno de los haces de electrones siga una trayectoria
ondulante 50 ‘a 1o largo del congunto de conductores 36 de .
guia de enfoque, como se. representa. Potenciales similareg
apllcados a los conductores 44 de seccién_depuradofa Y sus,
planos.ds de.masa relacionados y el conductor metdlico 48
producen una ondulacidén similar del haz a través del con- _
junto de conductores 44 de seccibn depuradora, como se re-
presenta por la trayectorla 50 de haz.

Los potenciales aplicados & los conductores 36
de guia de enfoque ye los conductores 44 de seccldn depu-
radora crean lineas de potencial iguales, aproximadsmente

circulares, alrededor de cada uno de los conductores, dis-

cial iguales radialmente hacia el exterior‘desde el centro
de los conductores. - E1 potencizl que sc aplica a eada uno
de los conductores 44 de seccién depuradora'se establece de
hodo que es igual a2l pptenbial gue existe alrededor de cada
uno de los conductores 36 de gufa dec enfoque en un radio

iguel al radio de los conductores de la seccidén depuradora.
De este modo, las fuerzas clectrostdticas de la seccién de-
puradora 34 y la gufa de enfoque 32 son aproximadamente idép

ticas fuera de un radio alrededor de cada conductor corres-

dora, de modo gue el movimiento de electrones es esencial-
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-guia 32 de enfoque. Sin embargo, puesto que los conducto-

res 34 de seccioén depuradora son de didmetro mayor que los
conductores 36 de guia de enfoque,.el volumen de espacio d!
fase que puede ser ocupado por electrones en trayectorias
estables en la secciodn depuradora 34 es menor que en la
guia de enfoque 32.

Los electrones que recorren trayectorias esta-7?—
bles en una estructura de enfoque periédica, tal como la
guia de enfoque 32, presentan una periodicidad de longitud
de onda larga en la cual al menos en un punto los electro-
nes pasan proximos a una distancia minima con respecto a
uno de los electrodos. Un periodo de longitud de onda lar
ga es la distancia que recorre un electron desde una posi-
cion particular y un angulo relativo al eje longitudinal

de la trayectoria del electron hasta que alcanza sustancia]

mente la misma posicién relativa y el mismo angulo con res
pecto, al eje. Cualquiera de los electrones que son inyec-
tados en la seccién depuradora 34 en tal posicidén y con un
vector velocidad tal que la trayectoria del electrén lo
Ilevara a una.posicion proxima a uno de los electrodos, es
decir los conductores 44, la placa 46 de masa o el conduc-
tor 48, sera extraido por el electrodo. Teniendo una sec-
cién depuradora 34 suficientemente larga para que todos los
electrones inyectados en la seccidon depuradora alcancen

su distancia minima con respecto a los electrodos, siendo
esta longitud al menos de un periodo de longitud de onda
larga (y para el tipo de seccién depuradora 34, de 6 a 10
,conductores), sustancialmente todos los electrones que han
lIlegado a una posicion muy proxima a los electrodos seran

eliminados antes de que el haz lIlegue a la guia de enfoque
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.32, De este modo, todos los electrones que pasan a través

enfoque 32 se desplazaran a lo larvo de la longltud total
de la guia de enfoque 32 sin llegar a estar demasiado )
pqu1mos a la placa 38 de plano de masa 0 a los oonducto-;'1
res 42 que ‘son los paredes de costado de la gufa de enfo-
que 32, para hacer impacto -sobre tales paredes de costado.
gun como resultado de perturbaciones originades por erro-;;
res estructurales en la guia. De este modo, la seccién de
pgradora 34‘de_haz_elimina o depura del haz aquellos elécf'
troﬁes que son in&ecfados por la estructura de cafién de
elepﬁrones éa-1a seccidn depuradora en una posicidn y con
un vector veibcidad tales que el haz de electrones hariav
impaeto sobre las paredes de costado de la gula de enfoque
32, | C _

Son dimensiones tfpicas para una guia de enfoque
32y una seccién depurzdora 34 las siguientes:

didmetro de 10s conductores 36 de guia = 0, 1 mm
didmetro de los conductores 44 de sec
.¢idn depuradora = 0,75 mm
sépérapi6n entre centros de conduc- '
fores ' _ ' = 3,12 mm
séparacidén entre placas de plano de

K masa = 1,5 mm,

.3

Con referencia a la figura 3, se representa otro
tipo de gula de enfoque, designada en genéral como 52, que
puede ser utilizada en los canales 26, y una seccién depu~

radora'54 de haz entre la gufa de enfoque 52 y la estructu
" rar de cafién de electrones (no representada).

La gufa de enfogque 52 incluye una primers placa
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|56 de rejilla metdlica que se extiende transversalmente.a
través del canal 26 en positidn adyacente a lz pared fra—;
sera 20 pero separada de ella. La primera placa 56 de re~
jilla tiene una pluralidad de aberturas rectangulares 58'&
separadas a travéé de ella. Las aberturas 58 estdn dispucy-
tas en filas tanto longitudinalmente a lo largo del canal |
26 como transversalmente con respecto al mismo. Se cxtien ;
de une’ segunda place 60 de rejilla metdlica transversalmenﬂ
te con respecto al canal 26 en posicidn adyacente a la priﬁ
mera placa 56 de rejilla pero separada de ella sobre el
costado de la primera placa 56 de rejilla que mira ha01a ld
pared frontal 18, ILa segunda placa 60 de rejilla tiene una
pluralidad de aberiuras rectangulares 62, separadas, a irad
vés de ella. Las aberturas 62 estdn dispuestas en filas
tanto longitudinalmente a lo largo del canal 28 como trang
versalmente respecto 21 mismo, estando dispuestas cada una
de las aberturas 62 en posicién opuesta a una abertura di-
ferente de las aberturas 53 situadas en 1a4primera placa

56 de rejilla. Estén dispuestos una pluralidal de conduc-
tores 64 paralelos y separados sobre la superficie interna
de la pared trasera 20 y se extienden trensversalmente con
respecto al canal 26. Los conductores 64 son bandas de un
_material eldctricamente conductor, tal como un metal, dis-
puestas como recubrimiento sobre la pared trasera 20. Cadg
uno de los conductores 60 estd dispuesto directamente en

primera placa 56 de rejilla.
. La geccién depuradors 54 comprende une primera

placa 66 de rejilla que es una extensidén de 1a primera plg
ca 56 de rejilla de la gufa de.enfoque 52 y una segunda
. ’ H & .
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placa-60°de rejilla de 1a gufe de enfoque 52, La primera’
placa_66 de rejilla y la segunda.placa 60 de rejilla de 1&{
seccién depuradora 54 tienen aberturas 68 y 72, respectivg|:
mente, a su trqvés que corresponden a las aberturas 58 yré?
en las placas de rejilla de la.gufa de enfoque 52. Estdn
dispuestas une primera y una segunda placas 74 y 76 de re-
jilla éuplemeﬁtarias sobre las subefficjes opuestas de Ig -
primera y segunda placas 66 y 70 de rejilla, respectivamen
te. DLas placas 74 y 76 de rejilla suplementarias tienen-
aberturas 78 y 80, respectlvamente, a través de las mlsmaa,
que estdn alineadas con las aberturas 68 y 72 en las placqc
66 y 70 de rejilla, pero son ligeramente mayores que ellas.
Estd dispuesto un conductor 82 sobre la superficie interna
de la pared trasera 20 y se extiende a lo largo de la lonp
gitud total de la seccldn depuradora 54--

En el funcionamiento del digpositivo_lo de vi-
sualizacidén cue tiene la gufa de enfoque 52 y la seccién
depuradora 54, se aplica un potencial positivo, relativa-
mente alto, t{picamente de aproximadamente.325 voltios, a
cada uno de los conductores 64 de la gufa de enfoque 52 y
‘gl conductor 82 de la seccién depuradora 54. Se aplica un
potencial positivo bhajo, tiplcamente de aproximadamente 40
voltios, a cada una de la primera y segunda placas 56 y 60
de rejilla dela gufa de enfogque 52 y las primera y segunda
placas 66 y 70 de rejilla de la seccidén depuradora 54.

La estructura de cafibn de electrones dirige ha-
.ces de electrones en él interior de la seccidn depuradora
54° entre la primera y segunda placas 66 y 70 de rejilla. Es

dirigido un haz independiente a lo largo de cada una de lag
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' segunda placas 56 y 60 de rejilla de la gula deenfoque 52 -

Hoja niun. 14

-filas longitudinales de las aberturas de placa de réjilla.

La. diferencia de potencia;-entre.la brimera y

y los conductores 64, y ya sea la pantalla de fésforo u .
otro tipo de rejilla entre la pantalla de fésforo y la guié
de enfoque, crea campos de fuerza electrostitica que con-
finan los electrones en un haz a lo largo de la 1ongitud '
total de la trayectofia de los haces a través de la guia:de
enfoque 52. Puesto que la seccidén depuradora 54 es sustan-
cialmente de, 10 mlsma disposicidn constructlva que la gula
de enfoque, se crean campos de fuerza electrostétlca 51m1—
lares en la gecclén depuradora para confinar los electrones
en el haz a medida que el haz pasa a través de la seccién.
depuradora 54. Sin embargo, las piacas 74 y 76 de rejilla
suplementarias en la seccién depuradora 54 hacen que el vo
lumen transmitido de espacio de fase en la seccién depurado
ra 54 sea mis pequefio que en la guiz de epfoque 52. De es-
te modo, en la seccién depuradora 54 el haz inyectado es
privado de sus electrones exteriores para producir un hag
de tamafio infépior. También, los electrones cuzlesquiera
que son inyectados en el interior dg la seccidén depuradora
en una posicidén y con un vector velocidad tales que dichos
electrones harian impacto sobre las placas de rejilla, se-
rén~eliminados del haz en la seccién depuradora 54. Para
eliminar tales electrones se prefiere una longitud de onda
larga, 1o cual significa en la préctlca de 6 a 8 perfodos
de la seccidén depuradora. De este modo, cuando el haz
abandona la seccidn depuradora 54, existe una holgura entre
el ‘haz y la estructura de gula para permitir el desplaza-

miento del haz, originado por imperfecciones en la gufa, de
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"84, la primera y segunda placas 88 y 90 de rejilla tienen

floja nhm. 15

| modo que el haz de electrones fluird entonces libremente

a 10 largo de la longltud total de la gula de en;ooue con

pocas o ninguna pérdida. o i
Son dimensiones tipicas para la guia de enquuﬂ

52 y la seccidén depuradora 54 las siguientes: '
Espesor de coda una de las placas de

rejilla. _ = 0,15 mnp_
‘.- Distancia entre placas de rejillas ‘ ;_:'
] en la guia = 0,75 mm:h
£ Distanecie entre la primera placa de :
/ rejilla y los conductores = 0,50 ma -
Longitud de cada una de las abertu- -
rags en la primera y segunda placas
de rejilla en sentido longitudinal = 0,9 mm, .
Separacidn entre aberturas en la
primera y segunda placas de rejilla = 0,6 mm

Separacidén entre aberturas en las
placas de rejilla suplementarias
' = aproximadamente O, 2 mm,

Con referencia a las figuras 4 y 5, se repre-~
senta la gula de enfoque 52 con otro tipo de seccién depu-~
radors, designada en general como 84, Estd tembién dispueg
ta vna regién 86 de transicidn entre la seccién depuradora
84 y la gufa de enfoque 52. La seccidén depuradora 84 y la
seceidn 86 de transicidn incluyen una primera y una segun-
da placas 88 y 90 de rejilla que son prolongaciones de la
primera y segunda placas 56 y 60 de rejilla, respectiva-
nmente, de la guiq de enfoque 52. En la seccién depuradors

una pluralidad de aberturas 92 y 94, respectivamente, a
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| través de les mismas. Las aberturas 92 y 94 dela seccién

en funcionamiento crean fuerzas que confinardn solamenté'”
aquellos electfones’cuyo veqtor‘Velocidad tenga una compo-
nente transversal comprendida en un campo limitado, aprpxi;
madanente la mitad de los electrones que pasardn libremente
a través de la gufa de enfoque. Como sé representa, ﬁn mo-
do de conseguir esto es dimensionar las aberturas 92 y 94

de seccibén depuradora con una dimensidn en sentido longitu
dinal del canal inferior a la dimensidn correspondienté”&e

las aberturas 58 y 62 de guia de enfoque, siendo la separa-
¢ién longitudinal entfe las aberturas de seceidn depuradors
en cada una de las placas de rejilla inferior & la separa-
cidn longitudinal entre las aberturas de la guia de enfoque
En la regidén 86 de transicién, cada una de las placas 88 y
90 de rejilla tiene una abertura 96 y 98, respectivamente,

a su través que tiene un ‘tamafio y una posicién adecuadas pa

mafio inferior a la separacién entre las placas de rejilla
‘de la guia de enfogue. Como se representa, esto puede con-
seguirse haciendo cada una de las aberturas 96 y 98 con wun
dimensién longitudinal superior a la dimensidn longitudi-~

nal de las aberturas 92 y 94 de la seccidén depuradora 84,

pero inferior a la dimensién longitudinal de las aberturas
58 y 62 en la gula de enfoque 52. Asimismo, la separacién
.entre cada una de las aberturas 92 y 94 de regién de tran-

sicién y su abertura 58 y 62 de guia de enfoque adyacente

es superior a la separacién entre las aberturas 96 y 98 de

ras 58 y 62 de guia de enfoque. B1 tamafio y separscién de|

las aberturas 92 y 94 de seccién depuradors son tales qﬁei"

depuradora estén.en alineacidén longitudinal con las abertud -

ra crear fuerzas que reducirdn el didmetro del haz a un ta~’
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-regidn de transi§i6n ¥y las aberduras 96 ¥ 94 de seccidén

Hojn num. 17

depuradora gdyaqente.’_Esﬁé-dispuesto.un.conauctor 100
sobre la éuperficie interna de.la pared trasera 20 y se'exT
tiende a lo largo de la seccién depuradora 84 y la regidn |
86 de transiciﬁn.: ) ; B
En gi funcionamiento de la modificacién del dis{
positivo 10 -de visualizacidén de la figura 4, la gula de
enfoque 52 fuﬁciona del mismo modo descrito anteriormenté~
con réspecto a la guia de enfoque representada en la flgu—
ra 3. Puesto gue las placas 88 y 90 de reallla de la gseg.
cién depuradora y la regidén 86 de transicién son prolonga-
ciones de las placas 56 y 60 de rejilla de la gufa de ens-
foque 52, las placas 88 y 90 de reallla tienen el mismo po
tencial aplicado que 1as placas 56 y 60 de rejilla. Se
aplica el mismo potencial al conductor 100 que a los con-
ductores 64 de la gufa de enfoque 52. La diferencia de po
tencial entre la primera y segunda placas 56 y 60 de reji-
1la de la gufa de enfoque 52 y el conductor 64, v ya sea 1i
pantalla de fésforo u otro tipo,de rejilla entre la panta-
1lla de fésforo y 1la guia de enfoque, crea e¢ampos de fuerza
electrostdticos que confinan los electrones en el haz a lo
largo de la longitud tétal de la trayectoria del haz a tra
vés de 1a gula de enfoque 52. Puesto que las placas 88 y
90 de rejilla de la seccidén depuradora 84 y la regidn 86
de transicidn estédn al mismo fotencial que las placas 56 y
60 de'rejilla de la gufa de enfoque, se generan campos de
fuerze electrostdticos siﬁilares en la seccidn depuradora
84 yen la regién 86 de transicién., Sin embargo, en la
seccién depuradora 84 el tameflo y separacién entre las

aberturas 92 de la primera placa 83 de rejilla y las aber-
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L turas 94 de la segunda placa 90 de rejilla son tales que
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las fuerzas aplicadas a los electrones permiten que los
electrones tengan un vector velocidad.con wna comﬁonente
vectorial transversal fuera del campo limitado para hacer.
impacto sobre las'paredes de la seccidén depwradoram, es de~ g
cir las placas 88 y 90 de rejilla, y ser llevados fuera de|
las placas de rejilla. Para conseguir esto, la seccidn
depuradora 84 deberd tener una longitud de onda larga, lo.
qle ﬁignifica en la prédctica una longitud de 12 a 16 origi;
cios. En la gufa de enfoque 52 los campos electrostéticos|
éénerados aplican fuerzas que confinan los electrones traﬁ§4
mitidos por la seccién depuradora de haz en un haz mds pe-|-
quefio que el espaéio comprendido entre las placas 56 y €0
de rejilla. IBn la regién 86 de transicién las aberturas
96 y 98 son de un tamafio y estdn situadas de modo tal que
el campo de fuerza electrostdtico comprimird los electro-
nes ppocedentes de la seccidén depuradora en unlhaz mis pe-
quefio en la gufa de enfoque 52. De este modo, los electro
nes que son inyectados entre las placas de rejilla en una
posicidn y con un vector velocidad tales que los electrones
incidirian sobre las paredes de costado de la guia de en-
foque, son eliminados en la seceidn depuradora 84 de modo
que cuando el tamafio del haz se reduce en la gula de enfo-
que 52, los electrones fluirdn a lo largo de la longitud
total de la gula de enfoque 52 sin hacer impacto sobre los
costados de 1a guia de enfoque. '

Son diménsiones tipicas para una guila de enfoquT
52 y una seccidén depuradora 84 prevista para qpnseguir los
‘resultados anteriores, las siguientes: V
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Distancia entre la primera y segunda

placas de rgjilg o = 0,75 mm .
Distencia entre la primera placa de re- '
- jilla y la pared trasera = 0,50 mm

. .

a2

Dimensidén longitudinal de las aberturas
en las placas de rejilla de gufa de enfoque = 0,90 mm', "’
Separscién entre aberturas en cada una de ot

0,60 mn

las placas de rejilla de gula de enfoque =
D}mensidn longitudinal de aberturas en las i
/ placas de rejilla de scccién depuradora = 0,40 mm
'/ Separacidn entre aberturas en cada una de ”
las placas de rejilla en la seccién depu~ _
radorsa = 0,65 m

Dimensidn longitudinal de aberturas en pla

cas de rejilla de la regién de trensicién = 0,70 mm

Separacidén entre aberturas de las regiones

de transicidn y aberturas adyacentes en la

seceién depuradora = 0,65 mm
‘ Separacién enﬁre aberturas de las regiones

de transicién y aberturas adyacentes en

la guia de enfoque = 1,275 mm
Potencial apiicado a cada una de las

placas de rejilla = 40 voltics
Potencial aplicado a cada uno de los con '
ductores sobre la pared trasera = 325 V.

Con referencia a la figura 6, se representa la
gula de enfoque 52 con adn otro tipo de seceidén depuradoral,
desiénada en general como 102. Estd también dispuesta una
‘regién 104 de transicidén entre la seceién depuradora 102

¥ la gufa de enfoque 52. ILa seccidn depuradora 102 y la
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Lfegidn 104 de transicion incluyen.una primera y una'segun_

' primera'y segunda placas 56 y 60 de fejilla, reSpectivamen-;

“que 52 funciona del mismo modo descrito anteriormente para

Hojn ntm., 20

da placas 106 y 108 de rejilla qﬁe.son prolongaciones de¢ 14 .

te, de la gula de enfogue 52. Sin embargo, en la seccién. -
depuradora 102 1a'separacidn entre las placas 106 y 108 de
rejilla es inferior a la separacién entre las placas 56 y‘;‘
60 de rejilla de la guia de enfoque 52. En la regién 104~‘}
de trahsicién la éepéracidn entre las placas 106 y 108 de. |
rejilla es diferente de la cue existe entre las placas de
rejilla en la seccidén depuradora y la que'existe entre las'
placas de rejilla-en'la guia de enfoque 52. ¥n la seccidn|
depuradora 1u2 la primera y segunda placas 106 y 108 de re
jilla ticnen‘una pluralidad de aberturas 110 y 112,respec-
tivamente, a través de las mismes. ILas aberturas 110 y
112 de scccidn depuradora estdn en alineacidn longitudinal
con las aberturas 63 y 52 de gula de enfoque., Tembién,
las aberturas 110 y 112 de secccidén depuradora pueden ser
del mismo temalio y separacién que las aberturas 58 y 62 de
guia de enfoque. En la regién 104 de transicién las pla-
cas 106 y lﬁq de rejilla tienen aberturas 114 y 116, res-
pectivamenté, a su través que estdn em alineacién longitu-
dinal con las aberturas 58 y 62 de guia de enfoque y las
aberturas 110 y 112 de seccidén depuradora. Est4d dispuesto
un coﬂductor 118 sobre la superficie interna de la pared .
trasera 29 y se extiende a lo iargo de la seccién depurado-
ra 102 & la regién 104 de transicién. _
En el funcionamiento de la modificacidén del dispo-
éitivo 10 & visualizacién de la figura 6, la gufa de enfo~

crear campos de fuerza elestrostdticos que confinan los
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—-electrones que paéan entre la primera y segunda placas 58
Y 60 de rejilla y wn haz de elcctrones que estd senarado»

Jilla de la gufa de énquue 52, las placas 106 y 108 de re
1la tienen los mismos potenciales aplicados que las placas
56 y G0 de rejilla, a fin de generar campos de fuerza elecg

trodtatlcos similares en la regién depuradora 102 y en la.

radora 102 las placas 106 y 108 de rejilla estén separadas
en una distancia tal que los haces de electrones querpasah
entre las placas de rejilla llenan sustancialmente el esﬁg
cio comprendido entre las placas de rejilla.. De este modo
los electrones inyectados en la seccién depuradora 102 en
una posicidn y con wm vector velocidad tales que los elec-
trones harfan impacto en las paredes de la gufa de enfoque
1ncid1ran sobre las placas 106 6 108 de rejilla y serdn
eliminados. En la reg;dn 104 de transicién las aberturas
114 y 116 son 42 un tamafio Yy separacidén previstos para prg
porclonar una transicién suave de las fuerzas aplicadas a
los electrbnes a medida que pasan desde el campo de fuerza

en la seccién depuradora 102 al campo de fuerza presente

po de fuerze electrostatico es tal que mantiere el haz de
electrones con el mismo tamafio que tenia el haz en la sec-—

v 60 de rejilla de la guia de enfoque 52 estdn separadas
"en una Bistancia superior a la de las placas 106 y 108 de

rejilla de la seccidén depuradora 102, el haz serd separado

de las placas de reallla. Puesto que las placas 106 y 108}
de rejilla de la séccidén depuradora 102.y la regién 104.de_
transicién son prblongaciones de las placas 58 y 60 de re-|

reg;dn 104 de transicién. Sin emburgo,.en la seccidn depu

en la gufa de enfoque 52. En la gufa de enfoque 52 el camt

cién depuradora 102, Sin embargo, puesto que las placas 5(

i1
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| de las paredes de la auia &é-eﬁfogue 52. Puesto que los

Hoja nhim, 22

electronos que incidirian sobre las paredes de la guia de’

tal de la guia de cnfoque 52 con una pérdida minima de elegr

trones. o

. De este modo, se crea medlante el presente 1n~“,
ventc. una gula de enfoque para un dlsp031t1vo de v1sualiza
cidén con una seccién depuradora de haz entre la gula de enﬁ
foque y la cstructura de cafidn de electrones que genern los
electrones y los-dirige dentro de la guia de enfoque. La’
gseccién depuradora de haz sirve para eliminar electronés”'
inyectados por la estructura de cafién en la guifa de enfoque
en una posicidn ¥y con un vector velocldad tales que los
electrones harfan impacto en las paredes de la guia de enfol
que. De este modo, los electrones que entran en la auia del
enfoque procedentes de la secci6ﬁ depuradora recorrerin la
longitud total de la guia de enfoaue sin incidir sobre las
parcdes de la gula de enfoque a fin de proporcionar una

pérdida minima de electrones a lo largo devia longitud
de la guia de enfoque. ILa cantidad de electrones que inci-

den sobre la pantalla de fésforo del dispositivo de visuali
zacién serd por consiguiente sustancialmente uniforme a lo
largo de la longitud total de la guia de enfoque a fin de

conseguir una.presentacién visual de brillo sustancialmente
uniforme,

enfoque 52 fueron eliminados en la seccién depuradora 102,T,
el haz de electrones pasard a lo largo de la longitud to-
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inferior al de la gufa de enfoque.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidén propia y nueva, que
se presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencidén en Espafia, por VEINTE afios, son los qﬁe
se recogen en las reivindicaciones siguientés:

- 12 ,~ Un dispositivo perfeccionado para visua
lizar imdgenes sobre una pantalla de fésforo, que incluye
una ampolla con vacfo interior que tiene paredes del;ptera
y trasera separadas, extendiéndose sustancialmente al menos
una gula de enfoque de haz de electrones paralelamente a di
chas paredes frontal-é delantera y trasera, teniendo dicha
guia de enfoque parades que sirven para confinar entre ellas
un haz de electrﬁnes dirigido en la guia de enfoque, y me=
dios para generar-al menos un haz de electrones y dirigir
cada haz a una gula de enfoque independiente; caracterizado
pof medios de depuracién de haz de electrones entre dichos
medios generadores de haz de electrones y dicha gufa de en-
foque para eliminar del haz generado los electrones que es-
tén situados y tienen un vector velocidad tal que si se les
pemitiese permanecer en dicho haz incidirfian sobre una pa-
fed de dicha gufa de enfoque durante el recorrido a lo lar-
go de la gufa de enfoque.

28,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin
dicacidn 12,' caracterizado porque los medios depuradores de

haz de electrones transmiten un volumen de espacio de fase
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| que en un plano comin paralelo a la pared frontal de la am-

ILe paralelo al mismo, y dichos medios depuradores incluyén

;una pluralidad de conductores separados y paralelos que son

Hojn aum '24

32,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin
dicacién 28, caracterizado porqﬁe.la gﬁia de enfoque inclu-
ye una pluralidad de conductores separados y paralelos que

se extienden transversalmente a través de la gufa de en

polla, un electrodo de plano de masa separado sobre costa-

dos opuestos del plano de los conductores y sustancialmeﬁ-

paralelos y coplanares con dichos conductores de gufa de en
foque, y un electrodo de plano de masa separado en cadé uno
de los lados del plano de los conductores de depuracién de
haz y sustancialmente paralelo al miémo} teniendo dichos
conductores de los medios depuradores de-haz un didmetro sy
periqr al diéﬁetro de los conductores de-la gufa de enfoquej

42,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin
dicacién 31, caracterizad& porque la separacién entre cen-
tros de los conductores de depuracién de haz es igual a la
separacién entre centros de los conductores de gufa de enfo
que,

58,~ Un dispositivo de acuerdo con la rei-
vindicacién 48, caracterizado porque cada uno de los elec-
trodos de plano de masa de los medios depuradores de haz eg|
t4d en el mismo plano que un electrodo independiente de los
electrodos de plano de masa de la guia de enfoque,

68,~ Un dispositivo de acuerdo con la rei=
vindicacién 58, caracterizado porque uno de los electrodos
de plano de masa de la guia de enfoque y de los medios de-
puradores de haz se extiende a lo largo de la pared trase-

ra de la ampolla y el otro electrodo de plano de masa de
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 1la gufa de enfoque ¥y ;os medios depuradores de haz estdn com
prendiéos énﬁfe los cOnductores,y‘lé pared frontal de la am-
polla y eletrc electrodo de plano de masa de la gufa de en-
foque tiene una pluralidad de aberturas a su través, |
' 72,- Un dispositivo de acuerdo con la reivindica-

cién 28, ca?acterizado porque la guia de enfoque incluye un
éar de placas de rejilla separadas y paralelas adyacentes'a
}a pared trasera de la ampolla, perb separadas de ella yjba—
ralelas a la pared frontal de la ampolla, teniendo dichas
placas de rejilla una pluralidad de aberturas alineadas a qu
través, dispuestas al menos en una fila‘longitudinalmenie a
lo largo de la guia de enfoque y una pluralidad de conducto-
res sobre la superficie interna de'la'pared trasera de la am
polla, extendiéndose cada uno de los conductores a través de
un par separado de aberturas alineadas en las placas de reji
1lla,’ v los medios depuradores de haz incluyen un par de pla-
cas de rejilla separadas y paralelas, estando el espacio com
prendido entre las placas de rejilla de guia de enfoque, te-~
niendo las placas de rejilla de depuracién de haz aberturas
alineadas a su través y un conductor sobre la superficie in-
terna de la pared trasera de la ampolla y que se extiende a
lo largo de las placas de rejilla de los medios depuradores
de haz,

82,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin-
dicacién 72, caracterizado porque los medios depuradores de
haz incluyen una placa de rejilla suplementaria sobre la su-
perficie de cada una de las placas de rejilla de los medios
depuradores de haz que forman la otra placa de rejilla de
los medios depuradores de haz, teniendo cada una de dichas

placas de rejilla suplementarias aberturas a su través co-
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| rrespondientes a las aberturas situadas en las placas de rew
jilla de lcs rcdios depuradores de haz
o8 .~ Un disposifivo de4acuerdo cohrla reiv;nL
dicacidn B2, caracterizado porque las placas de rejilla de
los medios depuradores de haz son prolongaciones cada una de
una placa independiente de las placas de rejilla de gqufa ge'
enfoque,
108,~ Un dispositive de acuerdo con la rei;ig
dicacién 78, caracterizado porque la separacién entre las
placas de rejilla de los medios depuradores de haz es infe-
rior a la separacién entre las placas de rejilla de gufa de
enfoque., ' )
118,« Un dispositivo de acuerdo con la reivin
dicacién 108, caracterizado por una regidn de tramnsicién en-
tre las placas de rejilla de los medios depuradores de haz Y
las placas de rejilla de la gufa de enfoque, estando destingj
da dicha regién de transicién a proporcionar una transicién
suave del efecto de enfoque a que estén sometidos los elec-
trones del haz desde los medies depuradores de haz a la guiﬁ
.de'enfoque y producir un haz pequefio con holgura en la guia
de enfoque,
122,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin
dicacidén 112, caracterizado porque la regidn de transicién
incluye un par de placas de rejilla separadas que tienen
aberturas opuestas a su través, variando en separacién dichdgs
placas de rejillg de transicién entre la separacién compren-
dida entre las placas de rejilla: de los'medios depuradores
de haz y la separacién entre las placas de rejilla de gufa
de enfoque,

138,~ Un dispositivo de acuerdo con la reivin
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. reJilla de- tLansicién y las placas de rejilla de los medios

| do inferior al de los electrones en el interior de la gufa.
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dicacién 122, caracterizado porque cada una de las placa§ de

.depuradores de haz es una prolongaciég de una placa indepen-|
diente de las placas de rejilla de la guia de enfoque, °
142,.- Un dispositivo de acuerdo con la re?vig
dicacién 72, caracterizado porque cada una de las placaszde
rejilla de los medios depuradores de haz es coplanar con una
placa independiente de las placas de rejilla de la guia de
enfoque, y el tamafio y separacién de las aberfuras en las
placas de rejilla de los medios depuradores de haz son ta-
les que se crean fuerzas de enfoque que confinardn solamen-
te aquellos electrones que tienen un vector velocidad cuya

componente transversal estd comprendida en un campo limita-

n 152, Un dispositivo de acuerdé con la reivigs
dicacidr 148, caracterizado por una regidén de transicién en-
tre los medios depuradores de haz y la gufa de enfoque para
proporcionar'fuerzas aplicadas a los electrones del haz a
medida que los eleétrones pasan desde los medios depuradores
de haz a la gufa de enfoque, cuyas fuerzas comprimirin el
haz a un tamafio infefior.

162,= Un dispositivo de acuerdo con la reivine
diqaci6n 15§f caracterizado porque las pla;as de rejilla de
los medios depurgdores de haz son prolongaciones de las pla~
cas de rejilla de gula de enfoque,

172.~ Un dispositivo perfeccionado para visua-
lizar imdgenes sobre una pantalla de fésforo,

Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian y pa-

ra los fines que se han especificado,
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1 _ Esta Memoria consta de veintiocho hojas escri

tas a maquina por una soéla cara, ", - N
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